DUNNE SCHICHTEN MIT
GUTER OBERFLACHENQUALI-
TAT DURCH ZWEISTUFIGES
LASERBESCHICHTEN

Aufgabenstellung

Aufgabenstellung ist die Entwicklung eines zweistufigen
Beschichtungsverfahrens, das im Schichtdickenbereich von
20 - 300 pm die Einstellung einer hohen Oberflachenqualitat
bei einer schmelzmetallurgischen Anbindung an das Substrat
ermoglicht. Dartiber hinaus sollen im Hinblick auf eine
industrielle Umsetzung groBe Flachenraten (A = 0,5 cm?/5s)
erzielt werden.

Vorgehensweise

In der ersten Stufe wird die Beschichtung mittels eines
»Air-Spray-Verfahrens» aufgebracht. Der pulverférmige
Beschichtungswerkstoff (Anteil ca. 70 Prozent) befindet sich
hierbei in einer wassrigen Losung mit Anteilen (< 3 Prozent)
von chemischen Zusatzen, u. a. Bindemittel und Antioxida-
tionsmittel. AnschlieBend wird die Beschichtung bei ca. 80 °C
getrocknet und mittels Laserstrahlung umgeschmolzen.
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Ergebnis

Untersucht wurden bisher ein Edelstahl (1.4404) und eine
Ni-Basislegierung (Deloro 22). Es werden rissfreie und
porenarme Schichten mit Dicken von 80 - 100 ym erzeugt,
die schmelzmetallurgisch an den Grundwerkstoff angebunden
sind. Die Parameterstudien zeigen, dass Flachenrate und
Oberflachengtite nicht in gleicher Richtung verbessert werden
konnen. Der zurzeit fir eine Flachenrate von A = 0,5 cm?/s
erzielte Rauheitswert ist auf Ra = 3 um begrenzt. Fur kleinere
Flachenraten kann dagegen eine Rauheit von Ra = 0,5 pm er-
reicht werden. Schwerpunkt weiterflihrender Untersuchungen
ist die Applikation der Schichten auf Bauteile.

Anwendungsfelder

Anwendungsfelder sind z. B. der VerschleiBschutz im
Werkzeug- und Formenbau und die Herstellung von Funktions-
schichten in der Elektronikindustrie.

Die Arbeiten werden im Rahmen eines CORNET-Projekts
(deutscher Projekttrager AiF) gemeinsam mit dem belgischen
Institut CRIBC in Mons durchgefihrt.
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Anderungen bei Spezifikationen und anderen technischen Angaben bleiben vorbehalten. 04/2017.

3 Aufnahme der Oberfléache einer Schicht
aus Deloro 22 (Ra = 0.43 um +/- 0,02 um)
mit einem WeiBlichtinterferometer fir eine

MessfeldgréBe von 0,35 mm x 0,26 mm.
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